


HfO₂ 薄膜膜厚
設計値

X 線反射率
測定結果

HR-RBS
測定結果

~ 0.5 1.20 0.79

~ 1.0 0.78 0.68

~ 2.0 1.72 1.66

~ 4.0 3.27 3.22

~ 6.0 4.92 4.89



試料
小角散乱より得られた

平均粒径
X線回折より得られた

結晶子サイズ

Pt I 1.8 1.3

Pt II 2.6 1.8

Pt III 3.7 3.6
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